
Testfassung

Einzelbit-

LE

 Zeikonstunfe
steuerung	 SV Strom-	 fur monostubite

begrenzung	 Kippsfufen

Adre0decoder und Datetipuffer

,5v
Bntusfung für
o KoSektor
und Trsfufe
Ausgunge

Blocksc/,ultbild des ELV-IC-Testers

ELV-IC-Tester

III!lIlIuIflfllUUUIIU to I

IIIIt{IIIIItItUtIiIIltIIIItIIII

4

"'''nut

Der EL V-IC- Tester ermoglicht den logischen Funktionstest fast al/er
CMOS- und TTL-Standard-Bauteile, die in einem his zu 20poligen DIL-
Gehduse untergebracht sind. Der IC- Tester ist a/s Einsteckkartejuir den
IBM-PC-XT/AT und Kornpatible konzipiert. Aujierdem wird in diesem
Artikel das Serviceprograinm t'orgestellt, urn die fiber 500 in Frage korn-
menden Standardbauteile uberprifen zu können.

Ailgemeines
Oft besteht der Wunsch, neue sowie ge-
brauchte und ausgelotete Standard-ICs auf
ihre Funktionsfbhigkeit hin zu QberprOfen.
Dicscs ist bei einfachen Gatterschaltungen
noch ohne groBen Aufwand nioglich. So-
bald aber die Funktionsweisc des zu Qher-
prQfcnden ICs komplexer wird, ist das
!.Tberpriifen dieser Schaltung mit einfachen
Mitteln wie Schalter und Leuchtdioden nicht
niehr oh ne heträchtlichcn Aufwand durch-
zufuhren. In solchen Fhllen mu g man ent-
weder das betreffende IC aussortieren oder
darauf hoffen, daB der Baustein funktions-
fahig ist. Dies kann evil. beim Einsatz in
einem Mikrocomputersystem unangenehme
Folgen nach sich ziehen.

Urn eine moglichst schnelle und einfache
Uberprufung der Funktionsweise dieser
Standardhauteile zu gewbhrleisten, wurdc
der EL VAC-Tester entwickelt. Es kbnnen
fast alle Bausteine der Standard-17L- und
CMOS-Reihe mit einern bis zu 20poligen
DuaI-lnline-Gehtiuse getestet werden. Bei
der Uherprufung von 10, 14, 16 und 18poli-
gen ICs wird ehenfalls die 20polige Testfas-
sung henutzt. Hierhci werden alle ICs in
gicicher Richtung uiid hundig mit Pin 10 von
der 20poligen Textool-Fassung eingesetzt.
Die uhrigen Pins der Testfassung bleiben in
diesem Fall ungenutzt. Naturlich eignet sich
das System auch für die artverwandten LS-,
HC- und HCT-Familien. Ausgenommen
wurden bei dem vorliegenden System nur
die spannungsgesteuerten Oszillatoren und
PLL-Bausteine z. B. CD 4046,74624..., die
den Aufwand bei dem vorliegenden Gerht
extrem erhoht batten, da these Bausteine

mehrere Versorgungsspannungen und Ana-
logeingangssignale benotigen. Hr die
tJberprufung von monostabilen Kippstufen
ist eine spezielle Anstcuerschaltung ent-
wickelt worden. Diese le-t die erforderlichen
Widersttinde und Kondensatoren fur die
Zeitkonstanten an die dafur vorgesehenen
Pins. Der IC-Tester pruft in vollem Umfang
das logische Verhalten derzu testenden Bau-
steine.

Bei den vcrschiedenen ICs konnen die An-
schluBpins unterscliiedliche Bedeutung ha-
ben:

- Spannungsversorgung + 5 V

- Span nungsversorgung Masse
- logischer Ausgang ,,H" oder ,,L"
- Open-Collector-Ausgang
- Tristate-Ausgang
- Daten- oder Steuereingang.

Diese Zustbndc konnen mit Hilfe der vorlie-
genden Schaltung simuliert werden. Das Su-
clien nach einem bestimmten IC wurde in
der Software nicht berUcksichtigt, da die
Spannu ngsversorgung bei gleichem Ge1iiu-
scan verschiedcnen Pins anliegen kann. Die-
ses konntc beim Suchvorgang ein intaktes
IC beim Anlegen der ,,falschen" Versor-
gungsspannung zerstören.
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Zur Schaltung
Die Schaltung des ELV-IC-Testers besteht
aus 2 Teilen. Bud I zeigt den kompletten
Adrel3decoder und Bud 2 die einzelnen Stu-
fen für die Ansteuerung des zu UberprUfen-
den ICs. Der AdreBdecoder hat im wesent-
lichen 2 Aufgaben. Zum einen mUssen die 8
Datenleitu ngeri gepuffert, und zum anderen
die unten heschricbenen Speicher und Puffer
selektiert hzw. angesteuert werden.

Die Datenpufferung Ubernimmt der bidirek-
tionale Bustreiber IC 11 vom Typ 74LS245.
Die Datcnrichtungsumschaltung erfolgt
durch die 1/0-Leseleitung IOR. Freigegeben
wird der Treiber durch den AdreBdecoder
IC 15 vom Typ 74LS688.

Der ELV-IC-Tester benotigt einen zusam-
menhangenden I/0-Adref3bereich von 16
Byte. Die einzelnen Adressen werden dureh
AU bis A 3 sclektiert. Die Grobadressierung
erfolgt durch die Adressen A 4 his A 9, die
dem Vergleicher IC 15 zugefUhrt werden.
Der Grohadre3hereich kann durch die
Brücken Br I his Br 6 eingcstel!t wet-den.
Wird die eingestellte Grobadresse vom

T

Steuerprozessor angesprochen, so erseheint
am Ausgang des 8-Bit-Vergleichers IC 15
(Pin 19) em ,,L"-Pegel. In Abhangigkeit von
A 2 und A 3 des Pc-Busses wcchselt dann
einer der 4 Ausgage von IC 14 B QU bis
Q 3 auf ,,L"-Pege!. QU und Q  steuern direkt
die beiden in der Schaltung integrierten Bau-
steine IC 1, 2 an. Q2 gibt in Verbindung mit
der I/O-Sehreihlcitung IOW uber das Oder-
Gatter ic 13 C einen Ausgang von IC 14 A
(741.,S139) frei. Der Pegel von QO, QI oder
Q2 wechselt entspreehend der Kombination
von AU und A I. Die Adresser, A U und A I
werden Uber die Oder-Gatter ic 13 A, B ge-
puffert. Die Reset-Steuerleitung DRV ge-
langtinvertiert Uber IC 12 A auf die Eingan-
ge M I von IC 1, 2. Mit Hilfe der NAND-
Gatter IC 12 B, C wirdaus den 1/0-Schreib-
und Lese1eitungjORund IOW das I/O-
Zugriffssignal IORQerzeugt.

Der koniplette IC-Tester besteht aus mehre-
ren logiseh trennbaren Einheiten. Diese
si 3d:

- Spannungsversorgung für das zu Uber-
prUfende ic

- Vorgabe der logisehen Zustände

Tabelle 1: Anschlul3 der E(rweiterungs-
stcckplatze beim IBM-PC

5	 601	 -	 001	 1916

RB 'I	 BOO	 BOO

' '7	 BOB	 003	 56

71,	 604	 004	 05

005	 +0504

7' [2 BO B	 BOO	 2

I	 Bi'	 007	 42

e,t	 BOB	 BOB	 Di

009	 009	 10

NE	 010	 MO	 I	 [0870

III MW	 Bit	 011	 BEN

ME MR	 012	 012	 419

1266	 073	 -8	 BiB	 010

[586	 014	 3	 010	 017

00159	 015	 8	 015	 Al(

2+003	 516	 BiB	 015

044314	 Bit	 017	 AlL

OBEB1	 618	

A 1

	 013

054105	 519	 019	 010

[LB	 520	 020	 511

5107	 021	 021	 AlE

046	 BOO	 020	 09

+005	 023	 523	 06

1604	 024	 AOl.	 Al

909	 025	 025	 06

00162	 026	 026	 Al

LC	 907	 007	 04

ALE	 BOB	 620 03

610	 829	 829	 02

151	 890	 All	 Al

[ND	 821	 091	 [	 00

- RC-Kombination für monostabile Kipp-
stufen

- Bela stungsschaltung für die Treiheraus-
gange.

Die positive Spannungsversorgung für die
zu Uberpriifenden ICs wird übcr den Deco-
der IC 4(74LS 138), R 29 bis R 40 und T 5 bis
T 10 auf die jeweils dazugehorigeri Pins der
Textool-Fassung gegeben. 1st eine der 6 Ver-
sorgungsspannungsleitungen fur das zu te-
stende IC geschaltet, aktiviert eine der Dio-
den D I bis D 6 Uber R 41 bis R 43 und T 11
die rote Leuchtdiode neben der Textool-Fas-
sung. Solange these Leuchtdiode geschaltet
ist, soilte das zu testende IC weder entnom-
men noch eingesteckt werden, urn Zerstö-
rungen zu vermeiden, die dann dutch die un-
regelmal3ige Spannungsführung cntstchen
konnten. Die positive Versorgungsspannung
(+ 5 VI) wird Ober den Spannungsregler IC 3
(781_05) bereitgestcllt. Diese Mal3nahme
wurde getroffen, urn bei einem evtl. Kurz-
schlufl des zu überprüfenden ICs nicht die
interne 5 V-Spannungsversorgung des Com-
puters zusammenbrechen zu lassen. Das
könnte unabsehbare Folgen für d.as Netztteil
des PCs haben. Der Spannungsregler IC 3
begrenzt somit den maximal fliel3enden
KurzschluBstrom auf ca. 100 mA. Die nega-
tive Versorgungsspannung, also Masse für
das zu testende IC, wird über einen der 4
Transistoren T I his T 4 auf den dazugehori-
gen Pin der Testfassung geschaltet.

Die beiden Bausteine IC I und IC 2 vom Typ
Z 80 - PlO stellen das Herzstucic der Schal-
tung dar. Diese eigentlich zur Z 80-Familie
gehorenden Baustefne haben den grollen
Vorteil, daB die 1/0-Leitungen bitweise als
Em- oder Ausgange gesehaltet werden kön-
nen. Dadurch ist es moglich, z. B. Pin I der
Textool-Fassung als Eingang und Pin 2 als
Ausgang usw. zu schalten, was auch schr oft
henotigt wird. Die Strombegrenzungswider-
stände R I his R 20 sind zum Schutz der PlO-
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Bausteine hei einem ctwaigen KurzschluO
des zu testenden ICs vorgesehen.

Zuni Test von monostabilen Kippstufen
konnen die verschiedenen RC-Kombinatio-
nen mit Hilfe der Analogschaltung IC 5 bis 7
(CD 4051) auf die zugchörigen Pins des zu
testenden monostabilen Bausteins geschal-
tet werden. Die Werte far C 3 und R 47, die
die Zeitkonstante festlegen, wurden so ge-
wählt, clai3 alle Bausteine damit überpft
werden können. Mit der Steuerleitung INH.
die jeweils an Pin 6 der 3 ICs angeschIossen
ist, kann die RC-Konibination zugesehaltet
werden. Mit den 3 Auswahlleitungen an Pill
9, 10 und 1 I wird eine der 7 Seha!tungsarten
für die RC-Kornbination ausgewahlt.
Bei der Uberprüfung von Open-Collector-
und Tristate-Ausgangen ist es erforderlieh,
these mit einem hochohmigen Widerstand
zu helasten. Dabei werden die Ausga nge der
Zwisehenspeicher IC 8 bis 10 üher den Aus-
gangs-Freigahe-Eingang Pill I (OE) gesteu-
ert. 1st these Steuerleitung auf ,,L"-Pegel, so
sind die 20 Ausgange von IC 8 his IC JO je
naeh vorhergeladeneni Datenwort auf,,H"-
oder L'-Pegel. Dieser logische Pegel wird
Ober die Belastungswiderstände R 49 his
R 68 auf die dazugehorigen Pins der Testfas-
sung gegeben. Die Reaktion des zu testenden
ICs wird dann über R 1 his R 20 an den Em-
gangen der beiden PlO-Bausteinen abge-
fragt.

Die Anwendersoftware
Die umfa ngreiehe Anwendersoftwa re he-
steht aus mehreren Datemen und wird auf
einer 5'/4 360 K Standard-Diskette geliefert.
Unter anderem hefindet sich aufdieser Dis-
kette cine Datei mit dem Narnen READ.
ME, die eine komplette Besehreibung der
Programme und die einer installation auf
einer ggf. vorhandenen Festplatte erläutert.
Diese Datei kann entweder mit ,,TYPE
READ.ME" auf den Biidschirm geschrieben
werden oder Ober .,COPY REAI).ML
LPT 1:" auf dciii Drucker ausgegeben wer-
den. Die kompiette Testsoftware ist rnenüge-
iührt und damit sehr einfach zu handhaben.
Zuni Starten dieser Software inul3,,ICTEST"
und ,,Return" eingegeben werden. Alles wei-
tere ist dann seIbsterkiiirend. Durch Drüeken
der Taste F I kann jederzeit emne Hilfemel-
dung angefordert werden. Die Software ist
auf alien Standardkarten wie z. B. Mono-
chrom, Herkules oder EGA lauffahig. Beim
Start des Prograrnms sucht sich die Software
automatisch die installierte Karte heraus.
Die 1/0-Basisadresse für den IC-Tester liegt
standardniäl3ig bei 300 H. Soil die Karte in
einem anderen Bereich angesprochen wer-
den, so ist das Programm mit ,,ICTEST
Adresse" und Return" aufzurufen. Die
Adresse ist hier immer in hexadezinialer
Form einzugeben. Das gesamte Software-
paket verfOgt Ober die Mogiichkeit, über 500
verschiedene IC-Typen auszuwählen und zu
testen. Ferrier konnen auch noch hisher
nieht erfal3te ICs zum Testen eingegeben
werden. Dazu ist in dem File ,,READ.ME"
einc genaue Anieitung gegehen. Die Softwa-
re fu nktioniert aueh ohne angeschlossene
Hardware. In diesem Fall kann das Soft-
warepaket als Nachschlagewerk für die IC-
Anschlüsse dienen, da zujedcm IC, das gete-
stet werden kann, auch em Anschiul3biid auf
den Bmldschirm crscheint.

Zum Nachbau
Der komplette ELV-IC-Tester besteht aus 2
Platinen, die Ober ein 25poligcs Flachhand-
kabel und Stec kverbirider gekoppeit suid.
Der Hauptteil der Schaltung ist auf ciner 235
x 110 mm grol3en doppelseitig durchkontak-
tierten Leiterpiatte untergehracht. An der
Busrückwand dieser Platine hefindet sich
cine 25polige Submin D Printbuchse, die zur
Verhindung mit der 46 x 24 mm groi3en Pla-
tine zur Aufnahme des Textool-Sockels
client.

Die Bestückung der Platine wird in gewohn-
ter Weise vorgenommen. Zunächst sind die
passiven und anschhel3end die aktiven Bau-
eicmente anhand der Bcstückungsplane auf
die Platinen zu set/en und zu verioten. Da
sämtliche Bauelernente aufden beiden Plati-
nen untergebracht sind, ist der AufbaLm recht
einfach durchzuführen. Es ist darauf zu ach-
ten, daB die Bautemie nioglmchst niedrig auf
die Platine gesetzt werden, urn eine spiitere
Berührung mit der im nächsten Slot
steckenden Platine zu vermeiden. Auf der
kleinen Platine befinden sich lediglich 3 Bau-
teile. Dieses sind St 1, Bu I und die Leucht-

cc
Ansicht seitlich

Ri/ti 3: .4ufhau.skizze der Fiac/,han,/- Verhin-
diii, gsiei(wig

diode D 7 Wegen der kieinen Abmessung
clieser Platinc wurde auf ein Gehhuse dafUr
verzichtet.

Als letztcr Arheitsschritt niul3 die Verhin-
dung der heidcn Piatinen mit dciii 25pohgen
Fiachhandkahcl hergestellt werden. Dazu
smnd der 25pohge Submmn D-Steeker mit
FlachbandkabclanschluB rind der 26pohge
doppelreihige PfostcnL1dsteckverbinder mit
Flachbandkahelanschlul3 an das Kahel an-
zuquetschen (Bud 3).

In der GehBuserückwand des Recliners wird
ciii Abdeckstreifen an der Stolle entfernt, an
der die Hauptplatine des ELV-IC-Testers
eingesteckt werden soil. Die Bearbeitung
dieses Abdeckstreifens wird entsprechend
der Ahhildung 4 vorgenommen, wohci die
Schnittkanten sorgfhitig zu entgraten sind.

Bud 4: MaJ3skize dc's Ahdeckstreifti, s jiir die
Ge/,ä,,.seriickwa,zd dc's Rechiievs

Bevor der ELV-IC-Tcster seiner Bcstmm-
mung übcrgeben werden kann, niüssen noch
die Brückcn für die 1/0-Ansprechadrcsse
eingelotct werden. Eine nhhere Beschrei-
bung der noch iur Verfügung stehenden I/0-
Adref3bcreiche finden Sic in Tabelle II.

Zur Erlauterung der Einsteliung des I/0-
Adrei3decoders, bestehend aus Br 1 bis Br 6
wollen wir die Adresse 300 H als Basisadres-
se für den ELV-IC-Tester vorsehen. Da das
S ystem einen durchgBngigen l/O-AdreBhe-
reich von 16 Byte bcnotigt, rnui3 nur einnial
die I/O-Basisadrcsse decodiert werdcn. Die
Basisadrcsse muB mimer cine dureh 16 teil-
hare ganze Zahi scm. Daraiis ergmbt sich für
die letzte Stolle der Adresse eine 0. Die erste
Zifferder 1/0-Adresse kaun maximal einc 3

H
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labelle 2: Der F/A-AdreBbereich des
IBM-111C,

E/A-Adressc I Funktion

000)I..00[I)	 DMA-Controller (8237A-5)
020..02 h,	 I nterrUpt-C011trl)!ler (8259-5)
040..043	 Zeitgeber/Z8hIer (8253-5)
060H..063H	 Svstcmregister (8255A-5)
080..083	 DMA-Scitcnregister

(74 LS 070)
0A0 5 . . OB [ii	 N MI-I nierru pt-Register
0C0 11 ..OFI	 Reserviert
100,1.. (Fl : 11 	Frontplattencontroller
21)0 11 ..2(1I	 [hr (onputerspieIc

(Ei:oiie P1)0)
21 0I:..2 in	 Ersveiterungseinheit
22011.241)1	 Reserniert
278 . 271 : 	Zseiter Drucker
2F8..2I I))	 Zseite serlelle Schnittstelle
30011.311 ii	 Protot\ pkarte
320,,..321 ,',,	 I es t plu tten-Cont ml Icr
37811..371--11 	Druckcrschnittstelle (parallel)
380 11 .38F 11	SDIC-Schnittstel!e
3A01 ..3AF	 Reserviert
3B0 1 1..3BF11	 Monochronudipter unri

Drucker
3C0in.3CF11	 Reserviert
3 DOn. 3D F 11	 Farbgraiiktu ne
3F0 1) ..3E7)I	 Resers icrt
3I0.. 3 [7 '	Hopp' -Control Icr
3 1 `8,,..3 F L,	 Senielle Schnittstelle

scm, da der 16 Bit 1/0-Adrel3raum des IBM-
PC our mit 10 Bit, d. h. maximal 400 H dc-
codiert ist. Diese 3 wird hin)ir mit den
BrOcken Br 5 und Br 6 eingestcllt. Die zweite
Ziffcr, die einen Wert von 0 his F haben
kann, wird bin(ir Ober Br I his Br 4 einge-
stellt. In unscrem Beispiel für die 1/0-Basis-
adresse 300 H müssen also die BrUeken Br I
bis Br 4 mit einer Drahtbrucke geseblossen
sein und die BrOcken Br 5 und Br 6 bleiben
olfcn. Tabelle III zeigt die Vergabe der 16
1/0-Adressen an die versehiedenen Bau-
sici ne.

Tt,helle III

FVWT
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."p y T°:k	 [sr

	I [Is IS	
I/O- Ba ustei nid resse

	

+ 0	 P] 0 I Poi  A l)ulen

	

+ I	 Plo I Port B Daten

	

+ 2	 I'IO I Port \ SteLlerung

	

H 3	 P10 1 Poi B Steueru ng

	

H 4	 P102 Port A Daten

	

H 5	 PtO 2 Port B Dawn

	

6	 PtO 2 Port A Steue rung

	

4 7	 P102 Port B Steuerung

	

+ 8	 Latch 0 Belastung Pin I . . .8

	

I 9	 Latch I Belastung Pin 9... 12

	

A	 Latch 2 Belastung Pin 13. . .20
+B

(1

+ I)

1st der AuIhau noeh einmal sorgf(iltig üher-
prQft worden, steht der Anwendung dieses
universellen IC-Testers niehts mehr un
Wege.

Bedienting und Funktion
Naehdem die Einsteekkarte in den dafUr
vorgesehenen Slot des PC eingestcekt und
die kleine Platine mit dem Flaehbandkabel
angesehlossen wurde, ist das Gehhuse des
PCs wieder zu schliel3en. Sobald der Rech-
ncr eingesehaltet und das Betriebssystem ge-
laden wurde, kann das Servieeprogramm
mit der Eingahe von ,,ICTEST" und Re-
turn" geladen und ge startet werden. Die wei-

nbc',,: 4nsic/,t der fi'rtig he,siückte,, Basi.splathic'
ties EI,[-I(-Testers

link.,: A,,.siel,t c/er Test,socke/p/atine
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EL V-IC- Testers (Leiterhahnhild
0000000000 	 Besliickongsseite: hell grau,

I cx tool-Socket	
Leiterha/inhild Lötseite: dzinkelgrau

D	 •ooooooooo J	 links: Bestiicknng,sp/an dcv Testsackeljilatine
des EL V-IC-Testers

tere Steuerung des Betriebsablaufes über-
nimmt dann das Prograrnm.
Die zu testenden ICs werden grundsãtzlich
mit der Einkerhung zuni Hebelarm der Tex-
tool-Fassung hin cingesteckt. Haben die ZU

testenden ICs weniger Pins als 20, so werden
these bundig wie in Bud 6 dargesteilt in
Richtung Leuchtdiode eingesetzt.

LEO	 LEO	 LEO	 LEO	 LEO

Bud 6: Einsteckskizzefiir die Test-ICs in den
Sockel

Die zu testenden ICs soilten nur eingesetzt
bzw. herausgenommen werden, wenn die
Leuchtdiode erloschen ist, urn eine Zersto-
rung dieses ICs zu vermeiden. Das Pro-
gramm gibl Auskunft über die Funktionsfä-
higkeit des zu testenden ICs. Soliten nur
Teile dieses ICs funktionieren, so wird dieses
mit der entsprechenden Meldung ausgege-
ben.
Die Software ist modular strukturiert auf-
gebaut. Das eigentliche Testprogramm ist
ein Interpreter, der sich die Daten der einzel-
nen ICs aus verschiedenen Datenfiles holt.
Neue ICs, die auf deni Markt erscheinen,
können somit aueh nachgetragen werden.
Eine genaue Anleitung zu diesem Thema ist
in dem File ,,READ.ME" ausfQhrlich ent-
halten. Urn die Ladezeit von der Diskette
etwas zu verkurzen, sollte das komplette
Prograrnmpaket aufeine Festplattc ubcrtra-
gen und von dort aus gestartet werden.

Stückliste: IC Prifgeröt

Widerstànde
2200 ............... R 1-R20,R43
4,7 kO ................... R 21-R 42
10 kO ............. R 44-R 46, R 48,

R 69-R 75
22 kIl ................... R 49-R 68
47k0	 ........................ R47

Kondensatoren
100 oF	 ................... C 4-C 14
680 n	 ........................ C3
10F/I6V ................ Cl,C2

Haibleiter
Z 80-Plo ................ IC 1, IC 2
CD 4051 ................. tC 5-IC 7
74LS00 ...................... IC 12
74LS32 ...................... IC 13
74LSI38 ...................... 1C4
74LSI39 ..................... IC 14
74LS245 ..................... IC It
74LS374 ................ IC 8-IC 10
74LS688 ..................... IC IS
781-05 ........................ IC 3
BC548 ..................... T I-T 4
BC 558 ................... T5-Tl1
1N4148 ................... 0 1-0 6
LED, 5 mm, rot ................ D 7

Sonstiges
I 20poliger Textool-Sockcl
I Pfostenverbincicr, 2reihig, 26polig
I Stiftleiste, 2reihig, 26polig
I Suh-D-Stccker. 25polig, für FlachbanLF

kuhel
1 Sub-D-Buchsc, 25polig, Print
0,5 m 25poligc Flachbandleitung, RM 1,27
1 AbcicckstrciEn
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